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Ementa:

Principios bésicos de andlise e caracterizagdo de materiais. Analise de tamanho de
particulas, densidade, composicdo quimica e mineraldgica, porosidade e resisténcia
térmica. Caracterizacdo de microestruturas e macroestruturas dos materiais. Aplicacdo da
difratometria de raios X para determinacao da estrutura cristalina, tamanho de particulas e
cristalinidade dos materiais. Analise dos materiais por imagem: microscopia O6ptica,
microscopia eletrébnica de varredura, microscopia de forca atdmica e microscopia de
transmissao. Andlise de superficies, interfaces e recobrimentos. Desgaste superficial:

abrasao, erosdo e corrosao.
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